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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Méthodes d'essais pour les matériaux électriques,
les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion
et ensembles —

Partie 2: Méthodes d’essai des matériaux
pour structures d’interconnexion

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIY.
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatign domaines de
Ielectr|C|te et de Ielectronlque A cet effet Ia CEl, entre autres activités, publie des N ternationales.

alisation composée

|nternt|ona|es lls sont publiés
£ nationaux.

a présente Norme internationale peuvent faire
éanalogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

des documents suivants:

Rapport de vote
\ N\§5/636/FDIS 52/700/RVD

>/dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation\de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.

La présente norme doit étre utilisée conjointement avec les parties suivantes de la
CEIl 61189, sous le titre générique Méthodes d’essai pour les matériaux électriques, les
structures d’interconnexion et les ensembles:

Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie

Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion

Partie 4: Méthodes d'essai des composants électroniques caractéristiques de montage
Partie 5: Méthodes d'essai des ensembles de structures d'interconnexion

et également la norme suivante

CEIl 60068: Essais d'environnement

Le contenu du corrigendum de juin 1997 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Test methods for electrical materials,
printed boards and other interconnection structures
and assemblies —

Part 2: Test methods for materials for
interconnection structures

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for i tlon comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elegtrie d ele ic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International {Stakd Y qration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and nqn-go e taI rgan ations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clos ernatjondl Organization

for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technig early as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects gi g teal conymittee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of res qtions i {onal Bise and are published in the form

4) In order to promote international unification
Standards transparently to the maximum ational and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponding hational or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no markixg procedare i aval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawn to thg pQssibiity that(some of\the~elements of this International Standard may be the subject

International Sta prepared by IEC technical committee 52: Printed
circuits, in cooper ommittee 91: Surface mounting technology, and
technical committ : i esting.

The text of thi is\based on the following documents:
FDIS Report on voting
) 52/636/FDIS 52/700/RVD

Full information
voting indicated in t

the voting for the approval of this standard can be found in the report on
above table.

Annexes A and B are for information only.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61189, under
generic title Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies:
Part 1: General test methods and methodology
Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)
Part 4: Test methods for electronic components assembling characteristics

Part 5: Test methods printed board assemblies

and also the following standard
IEC 60068: Environmental testing

The contents of the corrigendum of June 1997 have been included in this copy.
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INTRODUCTION

La CEI 61189 porte sur les méthodes d'essais applicables aux cartes imprimées et équipées
ainsi que sur la robustesse des matériaux et des composants employés sans tenir compte de
leur mode de fabrication.

Cette norme est divisée en plusieurs parties distinctes qui traitent des informations a l'usage
des concepteurs et des techniciens ou ingénieurs chargés de la méthodologie des essais.
Chacune de ces parties a son but particulier; les méthodes sont groupées en fonction de leur

application et sont numérotées successivement, a mesure de leur élaboration et de leur
publication.

On a repris dans certains cas des méthodes d'essai élaborées par d'autres comités d'études
(le CE 50 par exemple) a partir d'autres normes de la CEIl, dans lintention de fournir a
l'utilisateur un ensemble complet de méthodes d'essai. Ces cas sont (mentiognés dans la
méthode d'essai correspondante et, si cette méthode d'essai a subi yhe! Iégére xévision, les
alinéas modifiés sont signalés.

d'essai soient assurées.

Les essais qui figurent dans la présente

méthodes de préparation ou de
méthodes d'essais visuels
méthodes d'essais dimension
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: méthod@
X: y

méthodes dé

d'essai.

Les numérosdes methodés d'essai ne déterminent pas une éventuelle séquence d'essai; cette
responsabilité dépend)de la spécification qui impose I'exécution d'une méthode donnée. Dans
la plupart des cas, Ya spécification appropriée indique aussi les criteres d'acceptation et de
rejet.

L'ensemble lettre et numéro donne la référence a utiliser dans la spécification appropriée. Ainsi
«2D01» représente la premiére méthode d'essai des dimensions exposée dans la présente
publication.

En bref, dans cet exemple «2» représente la partie de la norme de la CEIl (61189-2), D, le
groupe de méthodes et 01, le numéro de I'essai.

L'annexe B donne la liste de toutes les méthodes d'essai de cette norme, ainsi que de celles
qui sont a I'étude. Cette annexe fera lI'objet de mises a jour lors de l'introduction de nouveaux
essais.
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INTRODUCTION

IEC 61189 relates to test methods for printed boards and printed board assemblies, as well as
related materials or component robustness, irrespective of their method of manufacture.

The standard is divided into separate parts, covering information for the designer and the test
methodology engineer or technician. Each part has a specific focus; methods are grouped
according to their application and numbered sequentially as they are developed and released.

In some instances test methods developed by other TCs (e.g. TC 50) have been reproduced
from existing IEC standards in order to provide the reader with a comprehensive set of test
methods. When this situation occurs, it will be noted on the specific test method; if the test
method is reproduced with minor revision, those paragraphs that are differeptare identified.

procedures and test methodologies.

The tests shown in this standard are grouped according to

P: preparation/conditioning methods
visual test methods

dimensional test methods
chemical test methods
mechanical test methods
electrical test methods

Zm=z 00U =<

environmental teskmethod
X: miscellaneous thst me

To facilitate refeperceNo the tes € ain>consistency of presentation, and to provide for
future expansio IS i ifi a number (assigned sequentially) added to the

prefix (group code

The test method sighificance with respect to an eventual test sequence; that
responsibility/fests vant specification that calls for the method being performed.
The relevant oSt instances, also describes pass/fail criteria.

The letter * Ncombinations are for reference purposes, to be used by the relevant
specification.
publication.

In short, for this example, 2 is the part of IEC standard (61189-2), D is the group of methods,
and 01 is the test number.

A list of all test methods included in this standard, as well as those under consideration is given
in annex B. This annex will be reissued whenever new tests are introduced.
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Méthodes d'essais pour les matériaux électriques,
les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion
et ensembles —

Partie 2: Méthodes d’essai des matériaux
pour structures d’interconnexion

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEIl 61189 constitue un recueil de méthodes d'essai représentant les
méthodologies et les procédures qui peuvent étre appliquées pour essayer les matériaux
utilisés pour fabriquer des structures d'interconnexion (cartes imprimées) ensembles.

2 Références normatives

est sujet a révision et les parties prenantes aux acco : a présente partie de la
CEI 61189 sont invitées a rechercher la possibilité Ad'appliquer leséditipns les plus récentes
des documents normatifs |nd|ques Ci- apres Les m de I'ISO possédent le

CEIl 60068-2-2: 1974, Essais d'environne iemepartie: Essais — Essais B: Chaleur
seche

CEl 60249-1: 1982, Matériaw e—ba ircuit primés — Premiere partie: Méthodes
d'essai

CEl 60249-3-1: 1981, je: Matériaux
spéciaux utilisé ° 1: Feuille
préimprégnée utilis€e natériau de collage dans la fabrication des cartes imprimées

multicouches

des sont inhérentes a toutes les méthodes de mesurage. Les
renselgnem nts donhés ei‘dessous permettent de faire des évaluations valables de la quantité
d'erreurs et d'incertitudes a prendre en compte.

Les données d'essai poursuivent un certain nombre de buts tels que:

— le contrble du processus;

— une confiance accrue dans la conformité de la qualité;

— l'arbitrage entre le client et le fournisseur.
Dans n'importe laquelle de ces circonstances, il est essentiel que la confiance puisse étre
placée dans les données d'essai en termes de:

— exactitude: étalonnage des instruments et/ou du systéme d'essai;

— précision: la reproductibilité et I'incertitude dans le mesurage;

— résolution: I'adaptation des instruments et/ou du systéme a I’essai.
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Test methods for electrical materials,
printed boards and other interconnection structures
and assemblies —

Part 2: Test methods for materials for
interconnection structures

1 Scope and object

This part of IEC 61189 is a catalogue of test methods representing methodologies and
procedures that can be applied to test materials used for manufacturing interconnection
structures (printed boards) and assemblies.

2 Normative references

IEC 60249-3-1: 1981, Base materials \for prir [rex — Part 3: Special materials used in
connection with printed ¢ ] \ T: Prepreg for use as bonding sheet

Errors and uncert inhere all measurement processes. The information given
below enables vafid est ount of error and uncertainty to be taken into account.

— to arbitrate betwéen customer and supplier.

In any of these circumstances, it is essential that confidence can be placed upon the test data
in terms of:

— accuracy: calibration of the test instruments and/or system;

— precision: the repeatability and uncertainty of the measurement;

— resolution: the suitability of the instruments and/or system for the test.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/047ddda9-c4ca-4999-9158-6ee5a5886c18/iec-61189-2-1997

-10- 61189-2 © CEI: 1997

3.1 Exactitude

Le régime par lequel I'étalonnage d'usage de l'équipement d'essai est entrepris doit étre
clairement déclaré dans la documentation qualité du fournisseur ou de I'organisme conduisant
I'essai et doit satisfaire aux exigences du 4.11 de I'ISO 9002.

L'étalonnage doit étre conduit par un organisme accrédité auprés d'un institut national ou
international de normalisation de métrologie. Il convient qu’il y ait une chaine ininterrompue de
raccordement jusqu’a un étalon national ou international.

Si le raccordement a un étalon national ou international n'est pas possible, les techniques
«inter-laboratoires» peuvent étre utilisées et munies de piéces justificatives pour renforcer la
confiance dans l'exactitude du mesurage.

L'intervalle d'étalonnage doit étre normalement d'un an. Un équipement qui se trouve
régulierement en dehors des limites d'exactitude acceptables doit étre soumis ades intervalles
d'étalonnage plus courts. Un équipement qui se trouve réguliére
acceptables peut étre soumis a des intervalles d'étalonnage assoupli

en dehors des limites d'étalonnage.

3.2 Précision

— des fluctuatio atéatoires telles que celles dues aux variations d'un paramétre
i ent, les changements dans les conditions atmosphériques réduisent la

reproductibilité dwh mesurage;

— une incertitude de mobilité, telle que le réglage d'un pointeur sur un repére conventionnel
ou l'incertitude d’interpolation entre les graduations d'une échelle analogique.

Agrégation des incertitudes: L'addition géométrique (racine carrée de la somme des carrés)
des incertitudes peut étre utilisée dans la plupart des cas. L'erreur d'interpolation est
normalement ajoutée séparément et peut étre acceptée comme étant 20 % de la différence
entre les graduations les plus fines de I'échelle de l'instrument.
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3.1 Accuracy

The regime by which routine calibration of the test equipment is undertaken shall be clearly
stated in the quality documentation of the supplier or agency conducting the test, and shall
meet the requirements of 4.11 of ISO 9002.

The calibration shall be conducted by an agency having accreditation to a national or
international measurement standard institute. There should be an uninterrupted chain of
calibration to a national or international standard.

Where calibration to a national or international standard is not possible, "round robin"
techniqgues may be used, and documented, to enhance confidence in measurement accuracy.

The calibration interval shall normally be one year. Equipment consistentl
acceptable limits of accuracy shall be subject to shortened calibratigr

A procedure shall be implemented to resolve any si
outside calibration limits.

3.2 Precision

random uncertainties. All estimates ased upon a single confidence level, the
minimum being 95 %.

Systematic uncertaintje [ i , and will include all

— calibration
— errors due to. 1 S ins ent under conditions which differ from those under

rom numerous sources but can be deduced from repeated
measurémen d item. Therefore, it is not necessary to isolate the individual

— random fluctdations such as those due to the variation of an influence parameter.
Typically, changes in atmospheric conditions reduce the repeatability of a measurement;

— uncertainty in discrimination, such as setting a pointer to a fiducial mark, or interpolating
between graduations on an analogue scale.

Aggregation of uncertainties: Geometric addition (root-sum-square) of uncertainties may be
used in most cases. Interpolation error is normally added separately and may be accepted as
being 20 % of the difference between the finest graduations of the scale of the instrument.
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Uy = £ J(UE + UF) + U

Ui est l'incertitude totale
Us est l'incertitude systématique
U, estl'incertitude aléatoire
U; est l'erreur d'interpolation
Détermination des incertitudes aléatoires: L'incertitude aléatoire peut étre déterminée par

mesurage répété d'un paramétre et manipulation statistique ultérieure des données mesurées.
La technique suppose que les données présentent une distribution normale (gaussienne).

ou
U, estlincertitude aléatoire
n est |'effectif de I'échantillon

est le point pourcentage de la distribution «t» tiré 3.5 ou des tables

statistiques

F estI’écart-type (0n-1)

3.3 Résolution
Ce qui compte le plus est que l'équi i utilise soit capable d'une résolution

suffisante. Les systémes de mesurage utilisés de étre capables d'une résolution de
10 % (ou meilleure) de la tol¢rance sur lg Ii‘es ai

On peut accepter que |
résolution (par exemple

3.4 Rapport

En plus des exig
sur:

— la ou les limite(g) spécifiee(s);

— l'estimation de l'incertitude de mesurage et la ou les limite(s) de fonctionnement résultant
pour l'essai;

— les résultats d'essai détaillés;

— la date de I'essai et la signature des opérateurs.
3.5 Distribution «t» de Student

Le tableau 1 donne les valeurs du facteur «t» pour les niveaux de confiance de 95 % et 99 %
en fonction du nombre de mesurages. Il est suffisant d'utiliser la limite de 95 % comme dans le
cas des exemples réalisés, décrits dans I'annexe A.
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